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摘要(译)

在包括至少一个刺激器和多个EEG电极记录通道以及相应的记录通道连
接器的脑电图（EEG）记录设备上执行诊断测试的方法由测试夹具执
行，该测试夹具包括与一个或多个EEG耦合的多个电阻器 电极记录通道
和相应的记录通道连接器。 该方法包括执行阻抗测试以确定该EEG记录
设备的每个EEG记录通道是否具有预定义的阻抗；对每个EEG记录通道
执行一个通道唯一性测试；执行一个测试以验证该刺激器的刺激器的开
关状态。 EEG记录设备，并执行测试以验证将EEG电极连接到各个EEG
记录通道的记录通道连接器的连接器ID。
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